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論 文 内 容 の 要 旨 
 本研究では、プローブ顕微鏡によるナノ工学において、モデル系として活発に研究が行われている Pb/(Si，Ge)(111) 
表面の研究を、非接触原子間力顕微鏡（NC-AFM）を用いて行い、主に以下の２つの成果を得た。 
１. Pb/Si(111)－( 3 × 3 ) モザイクフェーズ表面における周辺原子種効果の発見と考察。 
２. Pb/Ge(111)－c(2×8) 表面における NC-AFM 探針誘起の指向性拡散の発見と、それに基づいた Pb 原子の元素分
離、局所再構成のモデル実験の実行。 
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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 本論文は、(Si，Ge)(111) 表面における Pb アドアトムの原子間力顕微鏡による研究の成果をまとめたものである。
本論文は、以下の６章から構成されている。 
 第１章は序論であり、本研究全体の研究背景を述べ、また、走査型トンネル顕微鏡（STM）と原子間力顕微鏡（AFM）







 第３章では、Pb 原子の蒸着量による Pb/Si(111) 表面の構造変化と試料作成方法について説明して、Pb/Si(111)－
( 3 × 3 )－α相領域と Pb/Si(111)－(1×1) 領域の NC-AFM 観察と、相境界の凹凸像や接触電位差測定および原子
分解能凹凸像測定の実験結果を報告して主要な構造モデルと比較検討している。 
 第４章では、最初に、STM や理論計算による Sn/Si(111)－( 3 × 3 )－α相領域などでのケミカル・コントラス
ト（異種元素間の凹凸差）への周辺原子種による化学配位効果について先行研究を紹介している。つぎに、NC-AFM
による異種原子混在系試料表面の原子分解能凹凸像測定における、ケミカル・コントラスト（異種元素間の凹凸差）
への周辺原子種による化学配位効果について、Sn/Si(111)－( 3 × 3 ) モザイク相表面での実験例を紹介して、
Pb/Si(111)－( 3 × 3 ) モザイク相表面での比較実験の必要性を明らかにしている。さらに、Pb/Si(111)－( 3 ×













表面における Pb アドアトムの超高真空・室温原子間力顕微鏡による研究であり、Si(111) や Ge(111) 表面のような
半導体表面における Pb アドアトムの超高真空・室温原子間力顕微鏡による観察・評価・識別・原子操作で多くの新
しい知見をもたらした価値ある研究で半導体表面における研究に重要な貢献をなすものであり、電気電子情報工学に
寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
